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La comunidad que trabaja con microscopia electronica en México ha realizado un gran esfuerzo
para lograr su desarrollo, convirtiendo a nuestro pais en uno de los de mayor tradicion en
Latinoamérlcﬁ También es de los paises pioneros en el desarrollo de la Metrologia en Quimica
en la region~ Una cifta aproximada, indica que actualmente, existen 200 microscopios
electronicos en Mexwoﬁ,q se estima una poblacion de usuarios capaces de manipular un
microscopio de 1x10* con una tendencia de crecimiento alentadora. Estos escenarios han
permitido realizar acciones a corto y mediano plazo.

Desde la inauguracion del CENAM en 1994, se han realizado actividades que han contribuido a
mejorar la calidad de las mediciones de esta técnica en México:

e En 1995 serealizo en el CENAM el primer curso teérico — practico que abordd aspectos
metrologicos de microscopia y microanalisis, para dicho evento se contdé con la
colaboracion ﬂe expertos en la materia; Dra. Ryna Marinenko, Dr. John Armstrong y
Dr. Eric Steel®, del Nacional Institute of Standards And Technology (NIST).

e Dentro del Internacmnal Congress Advanced Materials (ICAM) de 1996 se realizé un
simposio dedicado a los avances.en técnicas de microanalisis y microscopia, incluyendo
avances en software y hardwareEI

e En 1997 y 1998 se disend, elaboro y certifico el material de referencia DMR 72a, con el
cual se realizo la primera prueba interlaboratorio en México para la técnica de
microanalisis con EDS. El propdsito del uso de dicho material de referenCﬁertlﬁcadO
(MRC) es el de calibrar los espectrometros EDS y WDS acoplados al MEB

e También en 1998 se propusieron algunos documentos ante el Instituto Mexicano de
Normalizacion y Certificacion (IMNC), como plataforma para las normas mexicanas
sobre prueba de desempefio y calibracion de amplificacion de un MEB y una guia para
microanalisis con EDS. En este mismo contexto se propuso un Vocabulﬁlo mas acorde
con los lineamientos del Vocabulario Internacional de Metrologia (VIM)™

e Los resultados de la prueba interlaboratorio se presentaron en 1999, permitiendo a los
laboratorios participantes realizar mejoras a sus procedimientos de medicion. En ese
mismo afio estuvieron disponibles los documentos técnicos:

o CNM-DMR-027 “Fabricacion del MRC 72a por medio de aleado mecanico”
o CNM-DMR-028 “Resultados de la prueba de Intercomparacion 1L0998”

e Del 2000 al 2002 se realizaron estudios para conocer la factibilidad de la fabricacipn y

certificacion de aleaciones ternarias de los intermetalicos Al-Cu-X (X=Ni, Fe y Ti;é!0

En este trabajo se presenta una revision de las actividades que el Centro Nacional de Metrologia
(CENAM) ha realizado en el campo de la microscopia electronica de barrido y técnicas de
microanalisis, desde 1994 a la fecha.
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Imagen 1. Las graficas superiores muestran la calidad de las mediciones de los laboratorios participantes
en la PA 1L0996. Las graficas inferiores representa un estudio de microhomegeneiada,el cual, es clave
para que los materiales candidatos puedan ser certificados.



